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ISradimas priklauso medziagy (odos, dirbtinés odos, dervy, plastiky, gumos) tyrimo sri&iai, ty. iy

struktiros defektams (polinkiui sluoksniuotis) arba issisluoksniavimui aptikti. Patentuojamas prietaisas medziagy
iSsisluoksniavimui aptikti sudarytas i§ jutiklio, elektrinés talpos matavimo prietaiso ir vakuumavimo siurblio.
Prietaiso jutiklis yra keturkampis ar apskritas, ar kitos formos plok3gias kondensatorius, kurj sudaro: nejudantis
pagrindas (1), kuriame yra nejudanti tinkliné kondensatoriaus plokste (2); kilnojamas dangtis (3), kuriame yra
judanti tinkliné kondensatoriaus plokste (4), vakuumo kamera (5), suglaudimo tarpiné (6); tiriamoji medziaga (7).
Medziagos sluoksniavimgsi sukelia statmenai jos storiui veikiantis vakuumas. Tarp jutiklio pagrindo (1) ir dangcio
(3) su apatine (2) ir virSutine (4) kondensatoriaus tinklinemis plokstelemis yra medZiaga (7), kuri vakuumo
veikiama defektinése vietose sluoksniuojasi, padidéja jos storis. Elektrinés talpos matavimo prietaisas (11) yra
pasikeitusio tarpo tarp plok$éiy (2) ir (4) registratorius.
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Prietaisas medziagy iSsisluoksniavimui aptikti

ISradimas priklauso medziagy (odos, dirbtinés odos, dervy, plastiky, gumos) tyrimo
sri¢iai, t.y. jy struktiros defektams (polinkiui sluoksniuotis) arba iSsisluoksniavimui

aptikti.

Jvairios medZiagos — oda, dirbtiné oda, odos pakaitalai, keliy sluoksniy kombinuotos
medZiagos ir gaminiai padengti dervomis ar plastiku, juos naudojant, dévint,
nesiojant turi polinkj sluoksniuotis. Svarbu pradiniy medZiagy struktiiros defekty -
polinkj sluoksniuotis - nustatyti prie$ ruosiant i$ jy gaminius ir taip pagerinti produkto
kokybe.

Zinomi jvairls medZiagy patvarumo nustatymo bidai, kai vienu ar keliais jvairiais
fizikiniais ar cheminiais badais vieng kartg ar keliolikg karty ar drékintos, ar maigytos,
ar tampytos, ar trintos, ar kaitintos, ar $aldytos, ar plautos, ar dziovintos tiriamosios
medZiagos polinkj sluoksniuotis nustato kaip jos storio ar paviriaus $iurk$tumo, ar
raukslejimosi pakitimg (padidéjima), ar matomy defekty kiekj ploto vienete.

Yra Zzinomas medZiagy atsparumo i§sisluoksniavimui bandymo metodas, taikomas
avalynes isvirS§iams (LST EN 13514:2002). Taikant §j metodg i$ tiriamos medzZiagos
iSpjaunami bandiniai, jy pavirSius stipriais klijais priklijuojamas prie kietosios gumos
juosteliy. Tempimo masSina matuojama jéga, kuria bandinys atpléSiamas nuo
kietosios gumos. Sio metodo trikumas yra tai, kad atsparumo igsisluoksniavimui
nepazeidZiant medZiagos vientisumo jvertinti negalima.

Yra Zinomas techninis sprendimas - odos sulenkimas specialiame prietaise
indikatoriumi matuojant jos pavirSiuje susidarangios raukslés aukst. (SU 578621;
GO01N33/44). Sio metodo trikumas yra tai, kad iSsisluoksniavimas nustatomas
mazame odos plotelyje, o didesniam plotui istirti reikia daug matavimy. Be to,

iSsisluoksniavimas konstatuojamas apskaitiavus i§sisluoksniavimo koeficienta.
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Artimiausias Zinomas techninis sprendimas yra ,Metodas ir prietaisas popieriaus ir
kity lakstiniy plok$¢iy medziagy nelygumams nustatyti* (GB1124131A; G01B7/06;
G01B7/34), kuris skirtas aptikti nelygumus, rauksles. Prietaisas turi judant] jutikij,
kuris lie€iasi su lakstines medzZiagos pavirSiumi. Sio judangio jutiklio virSuje yra
kondensatoriaus ploksté, kuri juda kartu su davikliu priklausomai nuo pavirsiaus
nelygumy dydzZio. Kitos kondensatoriaus plok$tés atstumas iki tiriamosios medZiagos
nesikeiCia ir ji nereaguoja | pavirSiaus nelygumus. Esant tiriamosios medZiagos
nelygumams judantis jutiklis kilnojasi kartu su apatine kondensatoriaus plokste, todé!
kinta atstumas tarp apatinés ir virSutinés kondensatoriaus ploksgiy, kurj fiksuoja
elektrinés talpos matavimo prietaisas. Sis metodas ir prietaisas skirti pavirsiaus
nelygumams aptikti, tadiau juo negalima nustatyti odos, dirbtinés odos, derwy,
plastiky, gumos ir kity medziagy polinkio i§sisluoksniuoti.

ISradimo tikslas yra sukurti prietaisg medziagy i$sisluoksniavimui aptikti.

Patentuojamas prietaisas medZiagy i$sisluoksniavimui aptikti sudarytas i§ jutiklio,
elektrinés talpos matavimo prietaiso ir vakuumavimo siurblio. Prietaiso jutiklis yra
keturkampis ar apskritas, ar kitos formos plok$&ias kondensatorius, kurj sudaro:

nejudantis pagrindas 1, kuriame yra nejudanti tinkline kondensatoriaus
plokste 2;

kilnojamas dangtis 3, kuriame yra judanti tinkliné kondensatoriaus plokéte 4,
vakuumo kamera 5, suglaudimo tarpiné 6;

tiriamoji medziaga 7.
Patentuojamo prietaiso medziagy i$sisluoksniavimui aptikti jutiklio pagrinde 1 ir
dangtyje 3 yra angos ir antgaliai 8 vakuumavimo siurbliui 9 prijungti bei
kondensatoriaus plok$éiy laidai ir gnybtai 10 elektrines talpos matavimo prietaisui 11
prijungti.
Patentuojamo prietaiso medziagy i$sisluoksniavimui aptikti dangtis 3 turi jo kilnojimo
jtaisg 12.

ISradimas iliustruojamas bréZiniais:

Fig. 1 — prietaiso principiné schema;

Fig. 2 — medZiagos, turingios struktdros defekta, i$sisluoksniavimo
vaizdas.
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Fig. 1 pavaizduota prietaiso principiné schema.

Prietaisg sudaro nejudantis pagrindas 1, kuriame yra nejudanti kondensatoriaus
ploksté 2, kilnojamas dangtis 3, kuriame yra judanti tinkliné kondensatoriaus plokste
4, vakuumo kamera 5, suglaudimo tarpiné 6. Tarp pagrindo 1 ir kilnojamo danggéio 3
yra tiriamoji medZiaga 7. Per pagrindo 1 ir dangcio 3 antgalius 8 prijungtas vakuumo
siurblys 9, o per gnybtus 10 prijungtas elektrinés talpos matavimo prietaisas 11.
Dangtis 3 vir$ pagrindo 1 kilnojamas jtaisu 12. Vakuumas reguliuojamas &iaupu 13.

Fig. 2 pavaizduotas medziagos i§sisluoksniavimas.

Pradinéje padétyje, kai nejjungtas vakuumas, medziagos storis ir atstumas tarp
apatinés nejudancios kondensatoriaus ploksteés 2 ir judandios kondensatoriaus
plokStés 4 yra h. Veikiant vakuumui, turingios struktiros defekts, t. y., linkusios
sluoksniuotis, medZiagos storis ir atstumas tarp kondensatoriaus plok§éiy 2 ir 4
padidéja Ah iki h; storio.

Prietaiso veikimo principas paai$kinamas taip (fig. 1): ant nejudandio pagrindo 1 su
nejudancia kondensatoriaus plokste 2 kloja tiriamaja medziagg 7 geraja puse j virsy;
kilnojimo jtaisu 12 ant pagrindo 1 su tiriamaja medziaga 7 nuleidZia dangtj 3, kurio
judantio kondensatoriaus plokste 4 suglaudimo tarpinés 6 $velniai prispaudziama
prie tiriamosios medZiagos 7. |jungia elektrinés talpos matavimo prietaisa 11 ir
registruoja elektrinés talpos dydj Co. Atsuka vakuumo linijos &iaupa 13. Prie 80 - 90
procenty (arba 120 -70 Hg mm ar tory) vakuumo tiriamojoje medziagoje 7 esandéios
iSsisluoksniuojancios zonos iskyla (fig. 2) ir pakelia judanéio kondensatoriaus plokste
4. |vyksta tiriamosios medziagos storio pokytis Ah ir keitiasi atstumas hy tarp
kondensatoriaus plok$&iy 2 ir 4; keiliasi elektrinés talpos dydis C., kurj registruoja
elektrinés talpos matavimo prietaisas 11.

MedZiagos sluoksniavimasi sukelia statmenai jos storiui veikiantis vakuumas. Tarp
jutiklio pagrindo 1 ir danggio 3 su apatine 2 ir virSutine 4 kondensatoriaus tinklinémis
plokstelémis medziaga 7 vakuumo veikiama defektinése vietose sluoksniuojasi (fig.
2), padidéja jos storis, keiGiasi tarpas tarp kondensatoriaus ploks&iy 2 ir 4, kurj
registruoja elektrinés talpos matavimo prietaisas 11.
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Rezultaty analizé.

Kokybigkos nesisluoksniuojangios tiriamosios medzZiagos del vakuumo poveikio
elektrinés talpos dydziai Cpir Cy ( matuojama nanofaradais, nF) yra artimi,
nekokybigkos i$sisluoksniuojangios tiriamosios medZiagos Cy, yra didesnis nei Co.

Pagal fig. 1 pateiktg brézinj pagamintas jutiklis, kurio nejudancios tinklinés
kondensatoriaus plokstés 2 ir judanéios tinklinés plokstés 4 diametrai 10 cm ir
medziagos testavimo plotas 76 cm?. Siuo jutikliu medZiagos polinkj i$sisluoksniuoti
nustato keliose vietose. Tam reikia pakelti dangtj 3 ir perstumti tiriamaja medziagg 7.

Atlikti Sio prietaiso laboratoriniai iSbandymai. Matavimo rezultatai pateikiami lentelgje.

Prietaiso iSbandymo rezultatai
Tiriama medZiaga — avalynés i$virSiams skirtos natdralios odos ruoS$iniai, kuriy storis
(1,4 £ 0,1) mm.

Lentelé
Bandiniai Co, NF Cv, NF Kontrolinis metodas - I$vada
vizualinis patikrinimas
1 0,028 0,027 neissisluoksniuoja norma
2 0,027 0,039 iSsisluoksniuoja defektas
3 0,029 0,042 iSsisluoksniuoja defektas
4 0,028 0,028 neiSsisluoksniuoja norma
5 0,03 0,031 neissisluoksniuoja norma
6 0,026 0,038 iSsisluoksniuoja defektas

Prietaiso laboratoriniai bandymai parodé, kad su Siuo prietaisu galima greitai aptikti
medzZiagy polinkj iSsisluoksniuoti. Vieng ar kelis Siuos jutiklius galima naudoti jvairiy
medziagy testavimui vyniojant jas j rulonus. Jutiklio(iy) kilnojimas, vakuumo jjungimas
ir reguliavimas, elektrinés talpos matavimas ir informacijos apie defektus perdavimas
ar zymeéjimas gali bati automatizuoti.
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ISradimo apibréztis

1. Prietaisas medzZiagy iSsisluoksniavimui aptikti, sudarytas i§ jutiklio, vakuumavimo
siurblio, elektrinés talpos matavimo prietaiso,besis kiriantis tuo, kad jutiklis
yra keturkampis ar apskritas, ar kitos formos plok$¢ias kondensatorius, kurj sudaro:
nejudantis pagrindas 1, kuriame yra nejudanti tinkliné kondensatoriaus
ploksté 2;
kilnojamas dangtis 3, kuriame yra judanti tinkliné kondensatoriaus plokste 4,
vakuumo kamera 5, suglaudimo tarpiné 6;

tiriamoji medziaga 7.

2. Prietaisas pagal 1 punktg besis kiriantis tuo, kad jutiklio pagrinde 1 ir
dangtyje 3 yra angos ir antgaliai 8 vakuumavimo siurbliui 9 prijungti bei
kondensatoriaus plok$¢iy laidai ir gnybtai 10 elektrinés talpos matavimo prietaisui 11
prijungti.

3. Prietaisas pagal 1 - 2 punktus besis kiriantis tuo, kad dangtis 3 turi
kilnojimo jtaisg 12.
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